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MERKEZI ARASTIRMA
LABORATUVARI

T.C. Cumhurbaskanlig Strateji ve Butce Baskanhgi'nin (Kalkinma
Bakanhgi, Devlet Planlama Teskilati) 2011K120410 no'lu Yildiz Teknik
Universitesi - Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Arastirma Merkezi
(BITUAM) projesi kapsamindaki destedi ile 2010 yilinda kurulan YTU
Merkezi Arastirma Laboratuvari, zaman icerisinde farkli kampuslerdeki
fakultelerde tahsis edilen laboratuvarlar ile devreye alinmis ve faaliyetine
baslamis olup, Kasim 2018'den bu yana Davutpasa Kampusundeki kendi
binasinda calismalarini  strdurmektedir. YTU Merkezi Arastirma
Laboratuvari, bunyesinde bulundurdugu cihazlari hizmet ettikleri

disiplinlere gére 11 farkli laboratuvar altinda siniflandirnmistir.



YTU Merkezi Arastirma Laboratuvar’’nin

Temel Hedefleri ve Amaclari

Yildiz Teknik Universitesi'nde temel, uygulamali ve disiplinlerarasi alanlardaki
arastirma ve gelistirme faalivetlerini merkezi bir organizasyon cercevesinde

birlestirmek.

Universitemizin tum birimlerindeki arastirmacilarin verimli ve yaratici bir ortamda
calismalarini gerceklestirmek ve Uuniversitedeki bilimsel faaliyetlerin kalitesini

artirmak.

Universiteler, arastirma merkezleri, sanayi, kamu kurum ve kuruluslari ile tctinct

sahislarin analiz ihtivaclarint merkezin olanaklan olclsdnde karsilamak.

Sanayi ve uUniversiteler ile disiplinlerarast ortak bilimsel ve teknolojik projeler

uretilmesini saglamak.

Yurt disindaki uUniversiteler ve arastirma kurumlarn ile AR-GE konularinda is
birlikleri olusturarak, Avrupa Birligi, TUBITAK, TUBA, DPT ve Yildiz Teknik
Universitesi Bilimsel Arastirma Projeleri vb. destedi ile ylrutilen proje calismalarini
Merkezi Arastirma Laboratuvari bunyesinde toplayacak bir calisma ortami
hazirlamak.

24 sgat canli kalabilen bir arastirma merkezi olabilmek, bilimsel bilgi Uretmek ve

teknolojive donusum olanaklarini gelistirmek.
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IndUktif Eslesmis Plazma Atomik
Emisyon Spektroskopisi

(ICP-OES)

Genel Bilgiler

indiiktif  Eslesmis  Plazma  Atomik  Emisyon
Spektroskopisi  (ICP-OES), bir numunede belirli
elementlerin ne kadarinin oldugunu belirlemek icin
kullanilan analitik bir tekniktir. ICP-OES ilkesi, daha
disuk bir enerji seviyesine gecerken belirli dalga
boylarinda 1stk yayan uyanlmis atamlara dayanir.
ICP-OES'de bu enerjinin kaynad 10.000 Kelvin'de
galisan bir argon plazmasindan gelen isidir. Her dalga
boyunda yayilan stk miktar, gecisi yapan atom veya
ivonlarin sayisi ile orantihdir.

Cihazlarin kabiliyetleri

- Cesitli malzemeler icindeki 40 elementin cok yuksek
hassasiyetle es zarmanh oclarak tespiti

- ppb-ppm hassasivetinde genis dogrusal aralik

- YOksek matris toleransi

- Hizli analiz ve gUvenilir sonug

Cihazlarin kisitlan

Analizi yapilacak érnek, cihaza zarar vermemesi icin
askida kat partiktller icermemelidir.

Kati ve organik icerikli orneklerin analiz &ncesi
numune on iglemine {mikrodalga ¢dzunddrme) tabi
tutulrmasi gerekmektedir.

Yapilan analizler

Universiteler, arastirma merkezleri ve benzeri
laboratuvarlar ile cevre, petrol, kimya, metal, metalirji,
maden, jeoloji, ¢imento, saglk, tip, bivoloji, gida ve
benzeri sektorlerin weya ilgili  Urdnlerinin  eser
rmiktarcan ylksek konsantrasyon dederlerine kadar
genis bir aralikta element analizi yapilrmaktadr,

Tikhi, biyvolojik, seramik-mineral, toprak, su, toz ve
petrol bazli ve farkh matrisli numunelerde dogru ve
gUvenilir sonug odakli analizler gergeklestirilmektedir.

Gorantdlemes: Yatay'Dikey
Nebulizator: Kosksiyel tip
Plazma gucu; 1200 W
Sprey bolmesi: Siklonik

Dalgaboyu Araliger 167nm - B00nm
Dedektor CCD

Caz Argon



IndUktif Eslesmis Plazma

Kutle Spektroskopisi

(ICP-MS)

Genel Bilgiler

ICP-MS kati ve sivi &rneklerde ¢ok sayida elementin
huzli, ekonomik, hassas ve dogru bigimde, niteliksel,
niceliksel va da yari-niceliksel olarak GlgUlmesine
olanak sadlayan ileri teknoloji Grand bir analiz
teknigidir.

Teknik elektromanyetik indlksiyonla 10.000 K
sicakliga ulasurlan argon plazmas: tarafindan
arnedin iyonize edilmesi; iyonize elementlerin kitle
spektrometresi tarafindan ayristinlmasi ve element
derisimlerinin  elektron c¢odaltict  bir  dedektor
tarafindan élcllmesi asamalarini icerir. Kat érnekler
ve organik icerigi yiksek olan numuneler Mikrodalga
Yakma Sisteminde iglern gordr ve g¢ozelti halinde
ICP-MS5 sistemine gdnderilir,

Cihazin kabiliyetleri

Cihazin kisitlan

- Ornek hazirlama islemi yapilmahdir.

- Sivi organik igerikli ve kati numuneler mikrodalga
yakma sisteminde uygun c¢ozeltive alma yontemleri
ile analize hazir hale getirilir.

- Numune partikdl igermernelidir,

Yapilan analizler

- 5-260 amu aralhi@indaki elementlerin kalitatif tayini

« 5-260 amu arali§indaki elementlerin kantitatif tayini
- YUksek hassasivet sayesinde ng/L tayin limitleri

« As, Cr elementlerinde kalitatif ve kantitatif
tirlendirme calismalan

- Agilent Marka 1260 model HPLC ve 7700 model ICP-M5 kombine sistemi sayesinde As, Cr elementlerine yonelik

tirlendirme calismalarina imkan tarmnmaktadir.

- Interferans giderici carpistirma hiicresi ve gazi: OSR3, He [%59,999 saflik)
- Kompleks matrikslerde ylksek dodrulukta tayin icin HMI girisi
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Alevli Atomik Absorpsiyon

Spektrometresi
(AAS)

Genel Bilgiler

Alevli atomik absorpsiyon spektrometresi [AAAS),
kalitatif wve kantitatif olarak elementel tayin
yvapllmasini saglayan bir tekli element teknigidir.
Hava/asetilen karisimi ile olusturulan alev, temel hal
atomlan  Uretilmesinde  kullaniimaktadir.  Ayrnica,
alculen her bir elermente dzgl oyuk katot lambalan
bulunmaktadir. Numune igerisinde bulunan ilgili
element derigsimi ile orantil clarak, oyuk katot
lambadan yayilan isinim, element atomlar tarafindan
alevde absorplanmakta ve isimim siddetindeki azalma
katl hal pargacik dedektorl ile dlgilerek ilgili element
derisimi bulunmaktadir. Sistern dahilinde bulunan
doteryum lamibasi ile déteryum zemin duzeltmesi de
saglanmaktadir.

Cihazin kabiliyetleri

« K, Na, Cr, Co, Cu, Fe, Mn, Ni, Cd, B, Zn, Pd, Pb ve Al
elementlerine 6zgu oyuk katot lambalar ile toplarmda
14 elementin  tayini, alevli atomik absorspsiyon
spektrometresi ile gergeklestirilmektedir.

Cihazin kisitlan

- Alevli atomik absorpsiyvon spektrometresi,
sislestirici veriminin dlslk olmasi ve optik yoldaki
ddsik atom-isik etkilesimleri nedeniyle ilgili analit
tayini icin yUksek hassasiyet saglayamamaktadir.

« Es zamanl olarak ¢oklu element tayini
gerceklestirilernemektedir.

- Analizi yapllacak numune, sisterm hattina zarar
vermemesi ve tayin hassasiyetini etkilememesi
agisindan askida kati partikdl{ler) icermemelidir.

- Katl ve organik icerikli orneklerin analiz oncesi
numune on islemine (mikrodalga cozandirme)

tabi tutulmasi gerekmektedir.

Yapilan analizler

- Universiteler, arastirma merkezleri ve benzeri
laboratuvarlar ile cevre, petrol, kimya, metal,
metalurji, maden, jecloji, cimento, saglik, tip,
hiyolojl, gida ve benzeri sektérlerin ilgili Grlnleri icin
kalitatif ve kantitatif olarak elementel tayin
gerceklestirilebilmektedir.




Mikrodalga
Yakma Sistemi

Genel Bilgiler

ETHOS UP yuksek performansh mikrodalga yakma sistemi, mikrodalga numune hazirlama (parcalama) icin
en gelismis ve kullarimi kolay sisterndir.

Kati arnekler ve organik igerigi yliksek olan numuneler Mikrodalga Yakma Sisteminde islem gordr ve gozelti
halinde ilgili sistemlere (ICP-MS, ICP-0OES, AAAS vh.) génderilir.

Cihazin kabiliyvetleri

- Organik-lnorganik sentez

- Yuksek sicaklik (300 °C), ve basing (60 bar) uygulamalarninda dahi yuksek mukavemet
- Doner difizor kavite sayesinde mikrodalganin esit sekilde yayilmasi sonucu hizli isitma

- easyTEMP ézelligi ile kontrollt sicaklik artis

-15'li yakma rotoru sayesinde coklu numunelerle calisma

9 Mikrodalga Cozundurme Sistemi

9 200°den fazla ¢ozundUrme metodu






KUTLE
SPEKTROSKOPISI
LABORATUVARI

1- Q-TOF-LC-MS/MS
2- GC-MS
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Sivi Kromatografi

Cozunurluklu Kutle Spektrometresi

(Q-TOF-LC-MS/MS)

Genel Bilgiler

Analiz edilecek érnekleri ayirma isleminden sonra
ivonlastirarak, hem kuadrupol hem de ucus zamanli
dedektorleri ile yiksek hassasiyetle hem pg/L hem de
ng/L mertebesinde analizini gerceklestirebilen ileri
teknoloji bir Ar-Ge cihazidir. Kitle spektrometreler,
molekdlleri iyonizasyon islemi ile uyararak yukld
ivonize molekdller haline doéndlstdrdr.  Birinci
kuadrupol filtrede m/z (kitle/ylk) oranina gare ayrilan
molekialler collision gaz adi verilen ylksek saflikta ozel
bir gaz ile [Azot) parcalanmaya tabi tutulmaktadir.
Ikinci kuadrupol filtrede parcalanma sonucu olusan
ivonlann (daughter veya product ion) Uzerinden teshis
ve miktar tayini yaplimaktacdir.

Cihazin kabiliyetleri

- ESI: Elektrosprey ivon kaynadil sayesinde genis bir
analiz skalasi

- Kitle aralig: 20,000 m/z araligina kadar genis kitle
tarama

- Veri Hizi: 40 spektrum/saniyeye kadar hizli veri
toplama

- MassHunter yazilimi

Yapilan analizler

- 20,000 kutle/yuk skalasi ile genis spektrumda kutle
tayini

- Pestisit, ilag etken madde, karbonhidrat gibi birgok
organik madde tayini

- Kompleks matrislerde kalitatif ve kantitatif tayin

- iyonlann TOF ve Q-TOF LC / M5 Uzerinde hedeflenen
ve hedeflenmemis tarama icin MS / MS cekimleri

- Kutdphane Taramasi Metlin PCDL, Pestisit PCDL,
Toksikoloji Veri Tabani, Su Kirliligi PCDL
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Gaz Kromatografisi -
Kutle Spektrometresi

(GC-MS)

Genel Bilgiler

GC-MS (Gaz Kromatografi ve Kitle Spektrometresi),
kitle spektroskopisi ile bilesiklerin kltleye dayali
tespiti ve analizi ile birlikte gaz kromategrafisinin
ayirma uygulamalarini kullanmaktadir.

Agilent 8890 GC ile birlestirilmis 5977B serisi MSD, tek
dart kutuplu (single quadropol) bir GC/MS sistemidir.
Tasiyicl gaz olarak yUksek saflikta He kullanilmaktadir.
ivonlastirma kaynad olarak, elektron ivonizasyon (El)
bulunmaktadir.  Kromatografik ayirma, Agilent
HP-5MS kapiler kolon ile saglanmaktadir, GC-MS,
Agilent 7693A otomatik érnekleyici sisterni ile entegre
edilmistir. Split/Splitless olmak Uzere iki tip numune
enjeksiyonu gerceklestirilebilmektedir.

Yapilan analizler

« Cevre, kimya, petrokimya, gida, adli tip, ilac ve
malzeme analizleri vb.

- Kantitatif tayin

- Kalitatif tayin

- Katuphane taramasi

Cihazin kabiliyetleri

- Agilent 59778 MSD ile birlestirilmis Agilent 8890 GC
sisteminin yOksek algilama ve kromatografik ayirma
gicu sayesinde, farkll matrislerde bulunan eser
seviyelerdeki organik bilesenlerin kalitatif ve
kantitatif tayinleri hassas ve glUvenilir bir sekilde
gerceklestirilebilmektedir.

- Bilinmeyen numune igerisindeki organik
bilesenlerin kalitatif tayini NIST kutuphane taramasi
ile gerceklestirilebilmektedir.

Cihazin kisitlar

- Kati haldeki numunelerin sisterne enjeksiyonu
mumkan olmamakla birlikte, kati numunelerin
uygun cozgende hazirlanmis gozeltileri
gerekmektedir.

« Termal kararlihd olmayan ve ucucu 6zellik
gostermeyen bilesenler ile galisilamamaktadir.







TERMAL ANALIZ
LABORATUVARI

1- DSC

2- STA

3 TG-DITA

4- DILATOMETRE
5- DMA

6- TG-FTIR




Diferansiyel
Taramali Kalorimetre
(DSC)

Genel Bilgiler

Mumunenin belirli bir atmosfer altunda sitilmas,
sogutulmas wveya sabit bir sicaklikta tutulmasi
sirasinda sogrulan wveya salinan enerji miktarin
zamanin vefveya sicakhgin fonksiyonu olarak dlecme
esasina dayanan bir cihazdir.

Cihazin kabiliyetleri

- <170 °C ile 600 °C sicakhklar arasi DSC analizleri
yapilabilmektedir,

- E tipi termalcift ile calismaktadir.

- Analizlerde azot, kuru hava ve oksijen gazi
kullanlmaktadir.

- Koruyucu gaz olarak azot gazi tercih edilmektedir.

Yapilan analizler

- Camst gecis sicaklig élgurmt

- Kristalizasyon sicakhén élgdmua

- Cp (15l kapasitesi) degeri &lgiGma

- Entalpi élcdma

- Oxidative Induction Times [Q.LT) testi




Simultane Termal
Analiz Cihazi
(STA)

Genel Bilgiler

Oda sicakh@indan 1500 °C'yve kadar TG-DSC analizlerinin yvapilabilmesine imkan taniyan cihazda azot, kuru hava ve
oksijen gazl kullanilabilmektedir. Koruyucu gaz olarak azot gazi tercih edilmektedir. Min 5 mg ve max 20 mg
numune ile analiz alinmaktadir. Platin ve ALO; krozeler mevcuttur.

Cihazin kabiliyetleri

- Oda sicakhdindan 1500 °C'ye kadar TG-DSC analizleri yapilabilmektedir.

« Cihazda iki farkli {S ve P tipi) termal ¢ift mevcuttur. S tip termalgift 1500 "C'ye kadar, P tip ise 1000 °*C'ye kadar
hassas olcum almaktadir. P tipi termalcift daha hassas dlgumlere clanak saglamaktadir,

Cihazin kisitlan

« STA cihazinda sodutma sistemi bulunmarnaktadir.

Yapilan analizler

- Camsl gegis sicaklig olcumu

- Kristalizasyon sicakhg Slgtm

- Cp (ist kapasitesi) algumi

- Entalpi élgtrma

- Karbon karasi (Carbon Black) analizi
% kil tayini




Termogravimetrik ve Diferansiyel

Termal Analiz Cihazi
(TG/DTA)

Genel Bilgiler

Numune ve referans arasindaki sicaklik farkini ve
agithk dedisimini es zamanl olarak dlgmeye yarayan
bir sistermdir.

Cihazin kabiliyetleri

- Oda sicakhidindan MO0 °C'ye kadar TG-DTA analizleri
yapilabilmektedir.

- Yatay termalgift kullanilmaktadir.

- Analizlerde azot, kuru hava ve oksijen gazi
kullanilmaktadir.

- Platin, aluminyum ve Al,O5 krozeler mevcuttur.

Cihazin kisitlar

- Cihazda lineer sodutma sistemi bulunmamaktadir.

Yapilan analizler

- Ergime ve bozunma sicakliklar tayini

- Kitle kaybi/kazanci

- Faz dedisimi sicakliklar ve entalpisi 6lgimu
- Oksitlenme sicakhd ve entalpisi dlgdmd




Dilatometre

Genel Bilgiler

- Yatay pushrod dilatometre ile sicakliga bagh boyut
dedisimi dlcimleri yapilrnaktadir.

Cihazin kabiliyetleri

- Oda sicakhdindan 1600 °C'ye kadar hava sogutmal
SiC firinda S tipi termalgift ile analiz yapiimaktadir.

- Analizlerde hava ortami kullanilmaktadir. Tercihen
azot gazl ortaminda da analiz yapilabilmektedir.

- Koruyucu gaz olarak azot gazi tercih edilmektedir.

- 5-52 mm uzunlugunda ve 1-12 mm capindaki
numuneler analize alinmaktadir.

- Silindirik, kUbik, dikddrtgen prizmasi seklindeki
nurmuneler ile calisilmaktadir.

Dilatometre

Cihazin kisitlan
- Film, toz ve sivi érnekler analiz edilememektedir.

Yapilan analizler

- Termal genlesme katsayisi [CTE) dlctGmi

METZ5 1y



Dinamik Mekanik
Analiz Cihazi
(DMA)

Genel Bilgiler

Numunelerin sicaklik/frekans/zaman degerlerine bagh olarak mekanik dayanimlanndaki degisimler dlculmektedir.
Cihazin kabiliyetleri

- Single cantilever ve dual cantilever olmak Gzere iki metot ile calisilmaktadir.

- =30 °C - 400 °C araliginda élgim alinmaktadir.

- Sogutma sisterni olarak sivi azot kullarulmaktadir.

Cihazin kisitlan

- Cihazin tutucu aparatlar yalnizca 10x30 mm boyutlanndaki numuneler icin uygundur.

Yapilan analizier

- Cam gegis sicakhdn dlgUumi
- Sicaklik Taramasi

- Frekans Taramasi

- Zaman Taramasi




Termogravimetrik

I
]

Termal Analiz Baglantili

Fourier DOonusumlu

Kizilotesi Spektroskopi Sistemi

(TG-FTIR)

Genel bilgiler

TG-FTIR baglantus kullanilarak TGA analizi esnasinda
olusan gazlarin analizi ile ileri ddzeyde malzeme
karakterizasyonu &4000-400 cm? dalga numarasi
araliginda gerceklestirmek mumkinduar. TG-FTIR
baglant aksesuan ile kizildtesi tayflarinin zamana
bagh clarak degisiminin 2 boyutlu gésterimi ve termal
analiz suresine bagh olarak kzilotesi tayflanindaki
dedisimi gosteren 3 boyutlu harita sonuclan elde
edilebilmektedir.

Cihazin kabiliyetleri

- 25-100 °C sicaklik arahg)
- 4000 cm™ - 400 cm spektral aralik

Yapilan analizler

- Malzemedeki sicakliga ve zamana bagh olusan kitle
kaybi ile entalpi dedisim sicakliklari belirlenirken, TGA
analizi sirasinda acida cikan gazlar analiz etmek icin
cihaza baglh Kizil Otesi Spektrometresi (FTIR)
kullanilir.







X-ISINLARI
LABORATUVARI

1- XRD
2- XRF
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X-Isini
Difraktometresi
(XRD)

Genel Bilgiler Cihazin kisitlar

X-lsint kirinim (XRD)  yontemi, bir  malzemenin - Toz numune partikdl boyutu homojen ve 50
kristalografik  wyapisini  we  kimyasal bilesimini rmikrormetreden (um) az elmalidir.

belirlemek igin kullanilan bir tekniktir. XRD, bir - Toz numune miktari en az 1 g olmahdir.

malzemeyi gelen X-isinlar ile isinlayarak ve ardindan - ince film ya da bulk numune boyutu {1.5-3 crm)x(1.5-3
malzemeyi terk eden X-isinlaninin yogunluklarin ve cm) ve ylksekligi 0.5-3 mm arali@inda olmalidir.
sacllma acilanni élgerek malzemenin kimyasal bilesimi - Sivi numune analizi yvapillamamaktadir,

ve kristal vapist hakkinda bilgi verir. X-lsini kinnim

cihaziyla kati, toz ve ince film numunelerinin nitel ve Yapilan analizler

nicel incelermeleri vapilabilmektedir.

- Toz numune difraksiyon paterni cekimi
- ince film difraksiyon paterni cekimi
- Faz tanimlama

Empyrean MultiCore

Anot malzem
nax 100 )

Piksel boyutu : 55um de 5
Nokta dagilim fonksivonu

sayim 1 mm?  de 15 milyon

Arka plan garaltd
Dinamik menzil :
Optik donanmimla

Maksimum kullanilabilir ole
Acisal cozunurllk :

Ornek tablas : 15
déndirdcd



X-Isini

Floresans Spektrometresi

(XRF)

Genel Bilgiler

XRF, malzemelerin temel bilesimini belirlemek icin
kullanilan tahribatsiz bir analitik tekniktir. Dalga boyu
dadgilirmhi XRF cihazi ile yan kantitatif olarak Na-U arasi
element taramasi yapmak mumkOnddr.  XRF
analizorleri, bir birincil X-isimi kaynad) tarafindan
uyarildiginda bir érnekten yayilan floresan X-isinini
olgerek bir érnegin kimyasini belirler. Bir numunede
bulunan elementlerin her biri, o belirli elerment icin
benzersiz olan bir dizi karakteristik floresan x-1simi (bir
parmak izi) Ureti. Bu nedenle XRF, malzeme
bilesiminin kalitatif ve kantitatif analizi icin mukemmel
bir teknolojidir.

Yapilan analizler

- Toprak, kayag, mineral, metal gibi kati drdnler, yag ve
petrol numuneleri gibi st Grinler ve preslenmis toz
gibi  farkh  formlarda numunelerin  analizleri
yvapllabilmektedir.

- Metallrji ve kimya endistrisinde, arkeolajik ve
gevresel uygulamalarda, jeoloji ve mineraloji
alanlarninda, degerli metal analizinde, boya
endustrisinde ve gida enddistrisinde
kullanilabilmektedir.

Cihazin kabiliyetleri

- ppm-% seviyesideki konsantrasyonlarda, XRF
ozellikle katilan ve tozlar analiz ederken goz dnunde
bulundurulmasi gereken bir tekniktir,

- ICP ve AAS'nin aksine, XRF spektroskopisi numune
cozunmesi gerektirmez, bu nedenle tahribatsiz
analize izin verir. Eksik cézUnme ve blylk cozeltilerin
neden oldugu vanhslik potansiyelinden kacinarak
XRF ile yapilan analiz, sonuglann dogrulugunu ve
gUvenilirligini saglamaya yardirmc olur.

- Kimyasal atik clmadan basit, hizl ve glvenli
numune hazirlaraya olanak verir.

- Sisternde bulunan ince berilyum penceresi
sayesinde hafif elementler (Na, Mg, Al, 5i) icin yUksek
hassasiyette sonuglar elde edilmektedir.

- Cihaz ézellikleri; Silikon drift detektdr, 32 mm caph 12
adet c¢ikanlakilir numune tutucu, helyum gaz
artaminda calisma

Cihazin kisitlan

- Standartsiz élcim yapilmaktadir. Raporlanan
sonuclar yan kantitatiftir.

- Numune toz ise partikdl homojen ve boyutu 50 um
altinda olmalidir.







ELEKTRON
MIKROSKOPISI
LABORATUVARI

1- SEM
2- FE-SEM




Taramalil Elektron
Mikroskobu
(SEM)

Genel Bilgiler

Taramall elektron mikroskobu, numune ylzeyine
odaklanmis bir elektron dernetinin numunedeki
atomlarla etkilesmesi sonucunda ilgili érnegdin
topografyast ve kompozisyonu hakkinda bilgi
edinilmesine clanak saglamaktadir.

Cihazin kabiliyetleri

Uygun numunelerde ylksek blyutmelerle [60kX)
goruntuleme imkani saglamaktadir.

- Yalitkan numunelerin yiksek vakum altinda altin
paladyum kaplanmasi ile analizi yapilabilmektedir.

- VPSE G3 dedektord ile dusuk basing kosullarinda
iletken kaplama yapilmasina ihtiyag duyulmadan
orta dizey blyGtmelerde (SkX-10kX) numune
incelemek mumkanddr.

- EDAX Elermnentel EDS dedektorl ile noktasal, cizgisel
ve alan taramasi yapilmakta; bu bélgelerde kalitatif
ve kantitatif olarak elermentel analizler
gerceklestirilmektedir,

Cihazin kisitlarn

« Tararmali Elektron Mikroskobunda [SEM] sivi
olmayan, sivi 6zellik tasimayan ve iletken - yalitkan
her tirld numune incelenebilir,

Yapilan analizler

- Topografi

- Morfoloji

- Sekil

- Boyut

« Bilesim yapilan
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Yuksek Cozunurlukld
Analitik Elektron
Mikroskobu

(FE-SEM)

Genel Bilgiler

Apreo 2, genis bir spektrumdaki malzeme tdrlerini yUksek
cozunlUrlUkte inceleme firsati sunmaktadir. Bir elektron
mikroskobu  incelenecek  numunelerin yuzeylerinin
elektronlar ile taranmasl wve etkilesim sonucu olusan
elektronlann ve fotonlann analiz edilmesi ile gorintu FE-SEM Sistem
olusumu esasina dayanarak galisir.

Geleneksel elektron mikroskoplarinda mumkin olan en yiksek ¢ozandrlige ulasmak icin dzellikle yuksek enerjili
elektronlara ihtivag wvardir ancak bircok numune, ozellikle yalitkan malzemeler, elektronlar ile etkilesime
girdiklerinde zarar gérmektedir. Bu nedenle dzellikle yalitkan nanomalzemelerin geleneksel elektron mikroskoplan
ile gardntilenmesi ya imkansiz ya da sinirlidir. Bu saruna care bulmak amaciyla dusuk elektron enerjilerinde dahi
yiksek cozunurlik sunan elektron mikroskoplar gelistirilmistir. Uygun numunelerde Apreo, 1 kV'de 09 nm
cozundrlik dedgerine ulasmaktachr. Bu deder geneksel elektron mikroskoplarinda 1 kV'de 8 nm ya da dzerindedir.
Apreo ile birkag nanometre boyutunda olan unsurlar kolayhkla gérintulenebilmektedir. Ayri zamanda sahip
oldudgu STEM dedektdrl sayesinde 30 kV'de 0.55 nm gozinlrlige sahiptir ve boylelikle TEM incelemesi gerektiren
arneklerin birgodu igin yeterli cézanurlUkte transmisyon géruntulemelerini elde edilebilmektedir.

Cihazin kabiliyetleri

Cdzlndrlik verileri

09 nmat1 kv

- 0.8 nm at 1 kY (beam decel.)

«1.0 nm at 1 kW, 10 mm working distance (beam decel.)
- 0.8 nrm at 500 V (beam decel.)

-12nm at 200 V (bearm decel))

Dedektdérler

- Lens ve kolon iginde bulunan elektron dedektarleri (T1, T2, T3):
Elektron kolonu ve lens icinde bulunan dedektorler ile TV hizinda ylksek ¢cazUnarlikld geri sacilmis elektron ya da
ikincil elektron gérantuleri elde edilebilmektedir. Bilhassa T3 dedektdrl sadece ylzeye ait elektronlann
saptanmasini mumkdn kilabildigi icin bu dedektar ile gercek ikincil elektron goruntulemeleri elde etmek
rmidmkandur.

- Everhart Thornley detektard (ETD)

- Geri sacilmis elektron detektoru (DBS)

- Cathodoluminescence dedektard (CL)

» Dlstik vakum SE dedektdrd (LVSE)

- Dustk vakum geri sacilrmis elektron dedektord (GAD BSE)

» Taramali gecirimli elektron dedekt&ri (STEM ve STEM+)

- Thermo scientific Enerji dagilimli X-1isim dedektora (EDS)

- Thermao scientific Lumis geri sagilmis elektron difraksiyonu dedektarl (EBSD)

Plasma Temizleyici, numune isitma firini ve cold-trap
Eger cok dusuk ivmelendirme voltajlarinda ultra yOksek ¢coézanurlUkte gérintdlemeler isteniyorsa, numunelerin
yuzeyini kaplayan karbon kirliliginden de kurtulmak gerekmektedir. Bu nedenle plasma cleaner, numune firim ve
cold-trap gibi secenekler numunelerin yuzeyinden karbon kirliliginin uzaklastinlmasi igin kullanilmaktadir.

Degisken basincta goriintileme

Apreo 10-500 Pa arali@inda ayarlanabilen basing degerlerinde analiz yapabilen dedisken basingh bir elektron
mikroskobudur. Bu ozelligi sayesinde yalitkan olan numuneler dahi ylksek ¢ozUnurlikte gorantulenebilmekte ve
aynl zarmanda EDS ve EBSD analizleri gerceklestirilebilmektedir.

ChemiSEM

Kisa sUreli gérintileme sireclerinde dahi malzemelerin elementel dagihmirm ifade eden renkli gérintulerme
yvapilmast imkdn Apreo ile sunulmaktadir. Diger EDS haritalama yontermnleri yavas olarak tanimlanabilir ancak
Apreo ile bltdnlesik ChemiSEM'e czgl algoritmalar ile olaganistd kisa sUrelerde renklendirilmis SEM
goruntulemeleri elde etrmek mumkdandur.






YUZEY VE c;ézENEK
KARAKTERIZASYONU
LABORATUVARI

1- AFM

2- OPTIK PROFILOMETRE

3- MEKANIK PROFILOMETRE
4- BET

5- CiVALI POROZIMETRE
6- HELYUM PIKNOMETRESI
7- ARSIMET YOGUNLUK KiTI




Atomik Kuvvet
Mikroskobu

(AFM)

Genel Bilgiler

Atomik kuwvet mikroskobu (AFM) yiksek ¢ozonUrldkld bir taramall kuvvet mikroskobudur. AFM ile ince film,
organik ve inorganik malzemelerin ylzey ézellikleri incelenmektedir. Ylksek ¢oézdnuriUkte gorantdlerne, atomik
boyutlarda bir igne ucunun ylzey ile etkilesiminin incelenmesi sonucunda elde edilmelktedir. Atomik kuvvet
mikroskobunda ignenin ylzeyle clan temas sekline gére Ug farkh yonterm kullanilmakta olup bunlar; temasli
yonter, ternassiz yontem ve vurma yontemidir. Ylizey yapisinin topografi disinda farkh ézelliklerini incelemek icin
AFM sistemi; Kelvin Prob Kuvvet Mikroskobu (KPFM), Manyetik Kuvvet Mikroskobu (MFM), Elektrostatik Kuvvet
Mikroskobu (EFM), Yanal Kuwvet Mikroskobu (LFM), Kuwvvet Modllasyonu Mikroskobu (FMM) tekniklerine dayall
analizlere clanak saglamaktadir.

Cihazin kabiliyetleri

- Malzeme ylzey ozelliklerinin incelenmesi
- Ulasiimis ¢dzundrldk birkag nanometre dlgedinde olup, bu yonlyle optik tekniklerden ¢ok Ustlndir.

Cihazin kisitlan
- Numune en, bay, genislik icin 3x3x1 cm boyutlarindan daha kuglk ve katl forrda olmalidir.
- Numune yidzeyindeki ylUkseltiler (plrdzlGlak, derinlik) 5 mikronu gegrmemelidir.

- Incelenecek numune sivi olmamahdir.

Yapilan analizler

- Malzemelerin sertligi, elastikligi ve purdzldlagu hakkinda bilgi edinilmesi
- Tabaka/film kalinhig élcdlmesi
- Surtinme kuvveti tespiti




Optik
Profilometre

Genel Bilgiler

Malzermenin ylzey plUrizl0laga, kalinhd ve 3D ylizey
goruntusunu  karakterize etmek igin  kullamilir.
Numune ylzeyine disen beyaz 1s18in aldid yol farki
sonucu olusan girisim sacadl yoluyla yapilan bir
alcim yantemidir. Malzeme ylzeyinin 2 ve 3 boyutlu
haritasi cikarnlir.  Yizeyle termas olmadidindan
numune Uzerinde asinma meydana gelmez.

Yapilan analizler

- Numuneye zarar vermeden (temassiz) yuzey
pUrdzitlaga ve kalinhg dlgilebilmektedir.

i
=S

Cihazin kabiliyetleri

- Dikey cdzunUrlik : 0.0Tnm

- Tarama araligi : 150mm x 150mm XY
- Lensler : 2.5X- 100X

- Zodak aralig : 01 nm-10mm

- RMS tekrarlanabilirlik : 0.0Tnm
-Tilt: +/- 8 derece

Cihazin kisitlan

- Yansiyan yuzeylerde tam verimli sonug
alinamarmaktadir.

- Ozellikle yaniletken malzemelerde basanh sonug
alinakilmektedir.

NanoMap 1000WL]




Mekanik
Profilometre

Genel Bilgiler

Mekanik profilometre, igne temas teknigi kullanilarak
yUzeyin purizldlik ve basamak yUksekligini dlgmede
kullanilir. YUzeyde bir alanda ileri geri hareket ederek
oleum yapiimaktadir. Yizey purdziUlik, basarmak
yvuksekligi gibi  dlglmleri  ylksek hassasiyette,
tekrarlanabilir ve guvenilir olarak
gerceklestirmektedir. Bu cihazla yizey purdzlilik
tarama, film kalinhg élgme, ylzey yapisi belirleme
testleri yapilmaktadir.

Cihazin kabiliyetleri

- lgne kuwveti: 1-15 mg

- Adim yuksekligi tekrarlanabilirligi: 4A

- Dikey ¢cozunurlik: 1A

Cihazin kasitlarn

- Maksimum tarama uzunlugu ;55 mm
- Maksimum dikey tarama arali@i: 1 mm

- Maksimum numune kalinhid 50 mm

Yapilan analizier

- Yluzey plrazlGldk tarama
- Film kalinhigi 6lgme

Ornek Bir Profil Egrisi



YUzey Alani
Olcum Cihazi
(BET)

Genel Bilgiler

Brunauer, Emmett ve Teller (BET) metodu ile 77 K siv
azot ortaminda, azot (N;) , CO, H; Argon
adsorpsiyonu teknidine dayal olarak yuzey alani,
gozeneklilik wve adsorpsiyon kapasitesi olglmu
yapilmaktadir.

Micromeritics cihazi 1, Quantochrome cihazi 4
bagimsiz analiz istasyonuna sahiptir. Adsorpsiyon ve
desorpsiyon kapasiteleri sayesinde BET ylzey alanive
por boyut dagilimina glvenilir ve dogru bir sekilde
ulasilabilir.

Analiz sonuclarinda tek ve ¢ok noktali BET ylzey
alani, toplam gézenek hacmi, BJH gbzenek boyutu
dadihmi degerleri ve adsorpsiyvon - desorpsiyon
egrileri verilmektedir.

BET cihazi ile seramik, aktif karbon, katalistler, boya
ve kaplama Granleri, implantlar, jeolojik numuneler,
elektronik ve kozmetik sektorlerinden gelen drnekler
analiz edilebilmektedir.

Cihazin kabiliyetleri (Micromeritics ASAP2020)

- Kriyojenik N, ile 110-8 - 0.995 P/PO aralidinda
izotermler elde edilmektedir.

- 1.2 bar degerine kadar cihaza baglanan gazlar ile
adsorpsiyon izotermleri elde edilebilir.

Cihazin kisitlan

- Cihaz 1.2 bar basinca kadar ¢alistinlabilir.
- Cihazda 77 K, 273 K, oda sicakhdi ve Uzerindeki
sicakliklarda adsorpsiyon surecleri gergeklestirilebilir.

Yapilan analizler

- Spesifik yUzey alani élcimu (Quantachrome
Quadrosorb Sl ve Micromeritics ASAP2020)

- Mikrogotzenek boyut dagilirm élgdmi (CO,
adsopsiyonu secenedi ile} (Micromeritics ASAP2020)
- Gozenek hacmi ve boyut dadilirmi &lclm
(Kriyojenik N5 secenedi ile) (Micromeritics
ASAP2020)

- CO, adsorpsiyon izotermleri




Civali
Porozimetre

|

Arsimet
Yogunluk Kiti




Helyum
Piknometresi

Genel Bilgiler

Helyum piknometresi kullanilarak Arsimet'in akiskan tasmasi prensibi ve Boyle Kanununa gére toz numunelerin
hacim wve yodunluklan tayin edilir. Olcimlerin dodrulugunun maksimum olmas! icin tasan akiskan, kiclk
gézeneklere de girebilen tesirsiz bir gaz olmalidir. Bu nedenle, dlcirmler icin atomik boyutlan 0,25 nm capindaki
Helyurn gazi kullanmilmaktadir. Tek istasyonludur, Toz ve gdzenekli malzemelerin yogunlugu dlemektedir. Gergek
hacim ve gercek yogdunluk hesaplanmaktadir. Kimya, ilag, gida, insaat, kozmetik ve malzeme bilimleri alanlarinda
yaygin olarak kullanilmaktadir,

Cihazin kabiliyetleri

« Tem3- 135cm? hacimli malzemelerin yogunlugunu &lcebilmektedir.

- Cihazin tekrarlanabilirligi, tim araliktaki hacmin £%0,02'si dahilindedir.
- Cihazin hacim dlgumu, en fazla 0,0001 ce hassasiyetindedir.

Cihazin kisitlan

- %20-80 badil nem ve 15-35°C sicaklik araliklaninda galismaktadir.

Yapilan analizler

- Yogunluk &lcim
- Hacim &lgtmu







PARTIKUL
KARAKTERIZASYONU

LABORATUVARI

1- MASTERSIZER
2- ZETASIZER




Partikul Boyut Olcer
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Genel Bilgiler

Mikrometre boyutundaki numunelerin bayut dagilirmin verir. Toz numune sivi icerisinde disperse edilir ve lazer
sacinim teknigi ile dlgtm yapilir. Pompa hizi dedistirilebilir ve ultrason uygulanabilir. Mhendislik uygulamalar),
toz metalurjisi ve seramik alanlannda yaygin olarak kullanilmaktadir.

Cihazin kabiliyetleri

- 0,02 pmi ile 2000 pm arasindaki toz malzemenin boyut dlgbmand gergeklestirir.
- Dedektor sistemi: Kirmizi isik: on sagilma, kenar sagilmast, arka sagilma. Mavi isik: genis acili 6n ve geri saciima.

Cihazin kisitlan
- Numunenin paolar cézlcd icinde ¢ozlnmeden disperse olmasi gerekir.

Yapilan analizler

- Boyut olclm analizi
- Boyut dagilirmi




Nano Partikul Boyut ve
Zeta Potansiyel Olcum Cihazi
(Zetasizer)

Genel Bilgiler Cihazin kisitlarn
DLS [Dynamic Light Scattering) yontemi nano - lzoelektrik nokta élcimu yapilamamaktadir.
boyuttaki malzemenin boyut dagilimin vermektedir. - Molekdl agirhgi olguma yapilarmamaktadir,

Ayrica zeta potansiyel o&lcUmu  vapabilir. Zeta
potansiyel ve mobilite &lgumu, taneler arasindaki

itrne veya cekme dederi 6lcUmudir. Zeta potansiyel Yapilan analizler
dlcumu dagilma mekanizmalan ile ilgili ayrnintil bilgi

verir ve elektrostatik dagilma kontroll icin énem tasir. - DLS boyut élcamu

Isik kaynadi olarak He-Ne lazer &33nm maks 10 - Zeta potansiyel dlcimd

mW'da kullarir, Kimya, eczacilik, malzeme, polimer,
cevre muihendisligi alanlannda yaygin  oclarak
kullanmilmaktadir.

Cihazin kabiliyetleri

- 0.3 nm = 10.0 mikron ¢apindaki numunenin boyut

SlcUrnianid gerceklestirir.

-0 -90 °C aras| sicakhklar ayarlanarak dlcim yapabilir,
Olcum  pozisyonu odaklarma lenslerini hareket

ettirilerek dedistirilebilir. Bu sayede cok daha yodun

konsantrasyonlardaki numunelerde élcum yapilabilir.







SPEKTROSKOPI
LABORATUVARI

1- RAMAN

2- FTIR

3- UV-Vis

4- ELIPSOMETRE
5- NMR
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Raman

Mikroskobu

Genel Bilgiler

Raman spektroskopisi, numunenin monckromatik isindan olugsan glgla bir lazer kaynadiyla isinlanmasiyla
sacilan isinin belirli bir agidan dlgimine dayanir. Bir molekilln spesifik titresimlerinin spektrum azelligini
belirler ve maddeyi tanimlama olanag saglar.

Cihazin kabiliyetleri

Lazer

Spektral Cozunurluk
Spektral Aralik
Spektrograf

Konfokal Gardntdleme
CCD Detektdr

Dahili Kalibrasyon

Otomatize Tabla

Cihazin kisitlan

: Bilgisayar kontrolli 532 nm, 633 nm ve 785 nm
c=03cm!
: <50 ¢ =15,000 cm?!
s Asimetrik Czerny-Turner, 225 mm fokal uzunluk
: Bilgisayar kontrollG ayarlanabilir konfokal igne deligi
1 2000 x 256 piksel, TE-sogutma -60°C (yUksek hassasiyetli)
: Dalga boyu kalibrasyon standardi (Neon)

Raman kaydirma ve hassasiyet dogrulama standard (Silisyurn)
Otomatik lazer hizalarma mikroskop objektifleri: 10X, 50X, 100X

1 X¥Z motorize tabla (75 mm x 50 mm XY), konfokal Raman haritalama

Yapilan analizler

- 100X bUyUtmenin dzerine cikilarmamaktadir, - Rarman spektrumu

- Alan analizi
- Derinlik profili

Derinlik profili

el
SRS




Fourier Donusumlu
Kizilotesi Spektroskopisi
(FT-IR)

Genel Bilgiler

Bu cihazla kimyasal bag analizi ve s ya da kati malzemelerdeki fonksiyonel gruplann saptanmasi islemleri
gerceklestiriimektedir. Kizilotesi (IR) spektroskopisi temel olarak kizildtesi isigin numune tarafindan sogrulmasina
dayanir. Cihaz tarafindan gonderilen kizilétesi isinlar moleklldeki baglarin titresimi ve déndsleri icin gerekli
miktarda dalga enerjisini sodurur, Kizildtesi 1sin ancak degdisken dipel momente sahip moleklller tarafindan
sogrulur. Ornedin Ny, O, gibi es iki atomlular FTIR'da sonug vermez. Cihazin ATR ve KBr Uniteleri mevcuttur.
Polimer, malzerne bilimleri, kimya ve seramik sektérlerinde yaygin olarak kullamilmaktadir.

Cihazin kabiliyetleri

- 650 cmile 4000 e dalga numarasi araliginda olgtm yapan cihaz ile hizl ve yuksek ¢ozindriukte spektrumlar
elde edilebilmektedir.

- Kati toz ve sivi numunelerin spektrumlan alinabilir.
- TG cihazi ile baglanarak termogravimetri analizi sirasinda ortaya cikan gazlann spektrumilarn alinabilir.

Cihazin kisitlan

- Dipol momente sahip clmayan molekiillerin spektrumlarinin alinamamasi
- Titresim bantlarimin cakismasi sonucu daha az pik gordlebilmesi

Yapilan analizler

- ATRFT-IR
. KBr FT-IR




UV-VIS
Spektrometresi

Genel Bilgiler

Mordtesi we gorundr sk (UV-VIS)  absorpsiyon
spektroskopi  bir 1sin demetinin  bir  &rnekten
gectikten veya bir ornek ylzeyinden yansitildiktan
sonraki azalmasinin dlgtlmesi prensibine
dayanmaktadir, lsigin siddetinin azalmasi
sogurmanin  arttdin gostermektedir, Numunenin
derisirmi belirli bir dalgaboyundaki sogurma davranis
olaculerek  bulunmaktadir. UV-VIS spektroskopi
genellikle coézeltideki moleklller veya inorganik iyon
ve komplekslerin dlgimunde kullanilmaktadir. Bircok
molekul UV veya VIS dalgaboylanm sogurur. Farkl
rmoleklller farkll dalga baoylarini sogurmaktadir. Bu
nedenle, bir absorpsiyon spektrumu molekalin
yvapisini  gdsteren  birgcok  sogurma  bandindan
olusmalktadir,

Cihazin kabiliyetleri

- Dalgaboyu aralidn 1 190-1100 nm

- Bant araligy 10,5,1, 2, 5 nm degistirilebilir
- Isik Kaynagi : Déteryum ve tungsten lamibalar
- Optik : Cift 1sinimh

Cihazin kisitlari

- Numune ¢ozeltisi berrak olmali ve kor Slgbmler igin
yeterli miktarda ¢ozlcd getirilmelidir.

Yapilan analizler

- Belirtilen dalga boyu araliginda spektrum taramasi
Ve ayni zamanda kantitatif tayin

gerceklestirilebilmektedir.




Elipsometre

Genel Bilgiler

Elipsometre, 1sigin bir malzemeden gecmesi veya
yansimas| sirasinda polarizasyonundaki  dedisimi
dlgerek ylzey ozellikleri hakkinda bilgi verir. TGm kati
maddelerde [metaller, vyaniletkenler, yalitkanlar)
kullanilir. Cihaz, film kalinhgi ve bulk malzemelerin ve
ince filmlerin optik sabitlerini belirler.

Cihazin kabiliyetleri

- Tek ve cok katmanl ince filmlerin kalinhig ve optik
sabitleri {n ve k)

- 250-2500 nm dalga boyu spektral aralik

- 20-90 derece arasi ayarlanabilir isin ve dedektdr agisi
- 30 pm'ye kadar film yUksekligi

- 75 W Xe lamba

Cihazin kisitlan
- Sivi nurnune analizi yapllamarmaktadir.
- Ince film va da bulk numune yuksekligi 3 mm'yi

gecmemelidir.

Yapilan analizler

« Film kalinhg
- Optik sabit



Nukleer Manyetik
Rezonans Spektrometresi
(NMR)

Genel Bilgiler

NMR Spektroskopisi, kuwvetli bir manyetik alan igerisine yerlestirilen bir molekdlde bulunan bazi atom
cekirdeklerinin, radyo frekansi alanindaki elektromanyetik isinlan absorblamasi Gzerine kurulmus bir yapi
aydinlatma yontemidir. NMR kullanarak bilesigin yapi sekli, baglanma ozellikleri, molekdl formdla, molekdler
hareketleri ve polimerlerin yapisal duzeni hakkinda bilgiler edinilebilir.

Cihazin kabiliyetleri

- Sistem 500 MHz glcidnde sivi helyum ve sivi azot sogutmali sUperiletken magnetten olusmaktadir,
- Sistermn 5mim PABBO prob icermektedir.

- Magnet oclasi en fazla 5 Hz Uzerindeki zemin titresimlerini azaltacak anti-vibrasyon ayaklara sahiptir.
- Cihazda sivi orneklerin dlgimleri gergeklestiriimektedir.

- Cihazda 18 cm boyunda 0,5 cm capinda NMR tUpleri kullamlmaktadir,

- Cihazda 60 ornek kapasiteli ctomatik numune ylkleyici sistem bulunmaktadir.

NMR analizi ile elde edilebilecek bilgiler:

- Bilesigin niteligi

- Yapi sekli ve baglanma

- Atomik bilesim

- Molekdl formuali

+ Polimer bilesimi

- Polimer dlzeni

- Molekller hareket

- Molekuller arasi degisim islemi
- Molekdl ici degisirm islemi

Yapilan analizler

-TH-NMR

- BC-NMR

- BC-NMR-APT

- BC-NMR-DEPT
- BE-NMR
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MEKANIK TEST
LABORATUVARI

1- ELEKTROMEKANIK UNIVERSAL
TEST CIiHAZI

2- SERVOHIDROLIK YORULMA
TEST SISTEMI




TEST CIHAZI

Elektromekanik
Universal Test Cihazi

wun
L

Genel Bilgiler

Mekanik tasarnim ve imalat sirasinda malzemelerin mekanik davranislarinin bilinmesi ¢ok &nemlidir. Parca
tasarlarken malzeme seciminde malzemenin mekanik &zellikleri dikkate alinir. Plastik deforme clan bir parca
kendisinden beklenen gdrevi yerine getiremez. Servis kosullaninda malzemenin performansini belirlerken, dretilen
rmalzemelerin gerekli kalite standartlarini saglayip saglamadiginin kontroll yvapilirken, yveni malzeme ve prosesler
gelistirilirken, farkl malzemeleri kiyaslarken mekanik analiz yapilmasi gerekmektedir. Bu cihazda yapilan
analizlerle arastinlan mekanik ozelliklerden bazilan akma dayamimi, max. ¢cekme dayamimi, kopma dayanimi,
basma dayanimi, egrme dayanimi, elastik moduald, yizde kaprma uzamasidir.

Cihazin kabiliyetleri

- Cihazin kapasitesi 100 kN (10 ton) dur. OlcUm dogrulugu +/- %0,5; 1/500 yak hicre kapasitesinin altinda okunur.
- Sisterme entegre edilmis sogutma tanki ve finn moddlleri sayesinde -100 °C ile 350 °C de test yapabilme olanad)
bulunmaktadir.

Cihazin kasitlan

- Cene adzl yapisina gore gekme analizlerinde capi
0-12.5 mm arasinda clan ya da kalinhg 125 mm'ye
kadar olan cubuk wve 'dog bone' seklindeki
numunelere analiz yapabilmektedir.

- Mevcut cene agizlarina uygun olmasl icin numune
uclarinin eni 25 mm'yi gegrmemelidir,

- Kalinhéi 125 mm'yi gecmeyen lama veya capi 12.5
mm'yi gecmeyen  silindir gubuk numunelere
cekme testi yapillabilmektedir.

- Boru (yani et kalinlige olan i¢i bos silindir), halka,
vida, civata, ince film gekmeye uygun yapilarda
cene adgzl bulunmadigindan élcimler yukanda
belirtilen sekildeki yapilarla simirhdir.

- Firin sadece cekme analizinde kullanabilmektedir.

Yapilan analizler

- Cekme analizi
- Basma analizi
 3-nokta egme analizi
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Servohidrolik
Yorulma Test Sistemi

Genel Bilgiler

Tek eksenli yorulma testleri yapilabilmektedir. Malzermenin strekli yUk altindaki mekanik dedisimi ve émur sdresi
arastinlabilmektedir.

Cihazin kabiliyetleri

- Maksimum kuwvet kapasitesi 25 kN (Olclim Dodrulugu: +/- % 0,25)

- Maksimum tork kapasitesi 100 Nm

Cihazin ksitlan

- Bu cihazlarda cene adz yapisina gore ¢ekme analizlerinde asagida belirtilen sartlardaki érneklere analiz
yvapilabilmektedir.

- Capl 0-12.5 mm arasinda olan ya da kalinligi 12.5 mm ye kadar olan ¢cubuk, lama seklindeki éornekler uygundur.
- Meveut cene agizlarina uygun olmasi icin numune uclarnnin eni 25 mm'yl gecmemelidir.

Yapilan analizler

- Cekme testi
- Yorulma testi







HUCRE KULTURU
LABORATUVARI

1- HUCRE KULTURU
2- INVERT MIKROSKOP




Hucre Kulturu

Laboratuvari Cihazlari

Genel Bilgiler

Hlcre hatlarnmin  kdltire  edilerek  sentezlenen
malzemelerin hucreler  GUzerindeki  etkilerinin
incelenmesi igin yapilan analizleri kapsamaktadir.
F7°C ve %5 CO; yvodunlugunda sabit olarak calisan
inkibator, hucrelerin optimum  kosullarda  kdltdre
edilmesine olanak saglar. Hicre kaltdrd
calismalarnnin ve numune hazirhk  asamalannin
yardtaldugl kabin class 2 bivoguvenlik kabinidir. Uv
ile sterilizasyona olanak sadlar.

Sitotoksisite analizlerinde pozitif kontrol olarak DMSO,
negatif kontrol olarak besiveri kullanimaktadir.
Biyobozunurluk analizi igin inkiibasyon stresi 1 aydir,
numunenin bozunurlugunun test edilecedi ortam
bilgisi mutlaka basvuru sirasinda verilmelidir. Cozdcu
olarak PBS veya lizozim cozeltisi kullarilabilir. Ayrica
Plate (elisa) reader cihazi ile 96 well plate absorbans
dlctrnleri alinabilmektedir.

Cihazin kabiliyetleri

- MTT ile sitotoksisite analizi [min 3 - max 8 tekrar ile)
yapilabilmektedir,

- Cesitli malzemeler Gzerinde hicre tutunma cranlar
belirlenebilmektedir,

- Farkh kanser hicre hatlar Ozerinde malzemenin
antikanser o6zelligi hicre sag kalimi ile analiz
edilebilmektedir.

- Maddelerin biyobozunurluklarn analiz
edilebilmektedir.

Cihazin kisitlan

- Merkezimizde bulunan hicre hatlarl asagidaki liste
ile kisithcdir. Hicre stoklarimiz zaman icerisinde
deqisiklik gosterebilmektedir basvuruda
bulunmadan &énce mutlaka hlcre haturin stok
durumu ile ilgili teyit amach irtibata gecilmelidir.
Farkll bir hlcre hatt) ile galisiimasi istenilirse hicre
hattinin temini basvurana aittir,

L 929 (Mouse Fibroblast)

CCD-10725K {Human Fibroblast)

Huvec (Hurman umbilical vein endothelial)

Hela [Human cervix cancer)

MCF-7 (Human breast cancer)

Saos-2 (Human Ostecsarcomal

- Etik Kurul Karar gerektirmeyen, in vitro ortamda
immunotoksisite testlerinde kit temini kullaniciya
aittir.

- Canl mikroorganizmalar (bakteri, maya, mantar vb.),
laboratuvarimizdaki hdcre kdlturd testlerine wve
goruntdleme cihazlarini kontamine etme potansiyeli
nedeniyle kabul edilmemektedir.

Yapilan analizler

- MTT ile sitotoksisite analizi

- Hdecre tutunma analizleri

- Hucresel dizeyde antikanser aktivitenin
belirlenmesi

- Biyobozunurluk analizi

- Etik kurul kararn gerektirmeyen, in vitro ortamda
immunotoksisite testleri

(kit termini kullaniciya aittir)

- Hucre cogaltma, dondurma veya pasajlama

- - BO°C'de hicre saklama

ESCO Class Biyoguvenlik Kabini
Ecch -
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Invert
Mikroskop

Genel Bilgiler

Faz kontrast, aydinlik alan (bright field) ve floresan isiklar ile hicre gérintileri (5X, 10X, 20X, 40X, 63X) farkl
blylitme oranlan ile g¢ekilmektedir. Floresan goruntulerde yalnizca Texas red, DAPlI we GFP isimalar
alinabilmektedir. Plate veya kiltur kabina ekilmis floresan boyall veya floresan protein eksprese eden hicrelerin
goruntdlenmesi igin kullanilir.

Cihazin kabiliyetleri

- Cihazda bright field (BF) ve faz kontrast (PH) gérintusu alinabilmektedir.

- 4 farkl floresan filtre (GFP, DAPI, TEXAS-RED, DSRED) bulunmaktadir,

- 5 farkl objektif (5X, 10X, 20X, 40X ve 63X) bulunmaktadir.

Cihazin kisitlari

- Plate veya kultdr kabina ekilmis hicrelerin gorantlUlenmesi icin kullanilir. Cesitli malzeme veya maddelerin
Uzerine ekilmis hdcrelerin gérintidlenebilmesi icin malzemenin seffaf ve 1sik gecirir ozellikte olmas
gerekmektedir.
Yapilan analizler
- Faz kontrast ile hicre goruntuleme

- Boyanmis preparat gordntdleme
- Floresan isima goruntuleme






GENEL KULLANIM
LABORATUVARI

1- SUPERKRITIK AKISKAN
EKSTRAKSIYON CiHAZI

2- GLOVEBOX

3- MALZEME MiIKROSKOBU

4- SAF SU - ULTRA SAF SU CiHAZI
5- SIVI AZOT URETIM CIHAZI

6- YUKSEK SICAKLIK FIRINI




Superkritik Akiskan
Ekstraksiyon Cihazi
(SFE)

Genel Bilgiler

Superkritik Akiskan Ekstraksivon (SFE) cihazi ile numunelerden sclventli ve solventsiz 6zut gikarimi yvapllmaktadir,

Cihazin kabiliyetleri
- Bitki ekstraksiyonu
- Cekirdekten yag eldesi

- Aergjel/hidrojel kurutma




Glovebox

Genel Bilgiler

Glovebox (eldivenli kutu, eldivenli kabin), bir kabin
icerisinde azot ya da argon gibi inert gazlarla yapay
bir atmosfer olusturan sistemlerdir.  Glovebox
sistemleri sahip oldugu plrifikasyon (aritma) Gnitesi
sayesinde kabin icinde oksijen ve nem miktarim
Tppm mertebesinin altina dusurmektedir. Bu sayede
atmosfer ortaminda kullanilimasi patlama, parlama,
yanma gibi tehlikeler arz eden malzemeler igin bir
yapay atmosfer yaratarak gulvenli ve wverimli bir
galisma ortami  saglamaktadir. Tamamen izole
paslanmaz celik bir kabin, bu kabine malzeme
transferini saglayan transfer odalar (ante chamber),
vakum sisterni, kontrol Unitesi ve aritma Unitesi temel
bilesenlerinden olusan sistem &n hassas
uygulamalann yapilmasina olanak saglar.
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Cihazin kabiliyetleri

- Kolay genisletme icin moddler kutu tasarimi

- GUclU gaz antma Gnites! (7/24 aritma secenedi
olarak DP)

-0, ve HSO = Tppm

- Kapali dongu sirkilasyonu

- Negatif ve pozitif basincl calisma

- Calisma gazi: Argon veya Azot

Cihazin kisitlan
- Cihaz ic ortami H.O < Ippm ve O, <1 ppm olmahdir.

Yapilan analizler

- Kontaminasyonun ve safsizligin onemili
oldudu ileri dlzey calisma alanlarinda kullanilir,



Malzeme
Mikroskobu

Genel Bilgiler

Malzeme mikroskobu ile numuneler Gnislem gerekmeden incelenebilmektedir. Bu cihazla &zellikle Malzeme
Muhendisligi, Elektronik Haberlesme Teknolojileri, Malzeme Analizi alanlanndaki incelemeler
gerceklestirilebilmektedir.

Cihazin kabiliyetleri

- 270 kata kadar blayutme

- Goruntd uzerinde yazilirm kullanilarak hassas ayarlamalar

- Genigletilmis odak teknolojisi ve mosaix ézelligivle kismi bulanik boélgelerdeki “alan derinligi" sorununu ¢ézebilme




Saf Su - Ultra Saf Su
Cihazi

Genel Bilgiler

Su kalitesi; suyu saflastirmakta kullanilan teknolojile-
rin dodru secimi, tasarimi ve etkinliginin yan sira su
kontaminant dlzeylerini izlemek icin  kullanilan
cihazlarin dogruluk ve hassasiyetine baghdir,

Cihazin kabiliyetleri
- Tip 1 Kalite Ultra Saf Su Sistemni:

Tip 1 kalite ultra saf su, ileri analitik teknikler, hicre
kaltdra ve molekOler biyoloji deneylerini iceren kritik
laboratuvar uygulamalar igin dnerilmektedir. Bu
saflik dizeyindeki su, icine dokuldigu kaptan ve
laboratuvar atmosferinden c¢ok hizli bir sekilde
kontamine olakilecegi icin, solusyona ihtiyag
duyuldugunda anhk Gretilmelidir,

Ultra saf su: = 5 ppb (Mg /L) olacak sekilde Uretim
saglarmaktadir.

Ultra saf su kalite parametrelerinden biri olan 25 °C
sicaklikta 18.2 M{Lcm direnci saglamaktadir.

RNAzZ 1= 0.01 ngfmL
DMNAz 1< 4 pg /mL
Bakteri 1< 0] efu fmL

Endotoksin : < 0,001 Eu/mL (projensiz)

- Tip 2 Kalite Saf su Sistemi:

On aritma kartusu ve gelismis ters ozmoz: tutarl saf
su kalitesi saglar.

25 °C'de (tipik olarak 10-15 M{k-cm) 6zdireng = 5 M0
«cm saglamaktadir.

Saf su kalite parametresi: TOC < 30 ppb ile Referans
sistemi igin saf su

dretmektedir.

300L'ye kadar su Uretme kapasitesine sahiptir.

Yapilan analizler
Kromatografik we spektroskopik calismalarda
tampon gozelti ve

standart ¢ozeltilerin hazirlanmasi

- Hiere kiltard calismalar



§|V| Azot
Uretim Cihazi

Genel Bilgiler

Sivi azot dretim sistemi atmosferde yer alan Azot gazini diger gazlardan %99 saflikta ayinp gaz halindeki Azot gazini
islernlerden gecirip sivi azot elde edilmesini saglamaktadir. Elde edilen sivi azot, sistemn icerisinde yer alan tanklarinda
depolanmaktadir.

Elde edilen sivi azot;

- Biyolojik nurmunelerin dondurularak saklanmasinda (Hlcreler, organlar, dokular, insan ve hayvan spermi, dollenmis
yumurtalar)

- Yari iletken ve stper iletken sistemlerin sogutuculannda

- BET, NMR spektrometreler ve MRI sistemnleri gibi cihazlarda

- Haywancilik ve petrol endustrisinde

- Gastronomi ve mutfak endustrisi calismalannda kullanilmaktadir.

Cihazin kabiliyetleri

- Cihaz tam doluyken tek seferde 75 litre sivi azot temini yapilabilmektedir.

Cihazin kisitlan

« 24 saatte en fazla 30 litre sivi azot dretimi yapilmaktadir.
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Yuksek
Sicaklik Firini

Genel Bilgiler

Tugla ve fiber izolasyon elementleri kullanilarak Uretilen PLF serisi, genel isil islemleri icin kullanilabilecek bir firindir.
Dustk dis 1sidan keorunmak ve ylksek ic 1sl stabilizasyonunu saglamak amaciyla cift kat kaplama kullanilarak
tretilmis bir yaksek sicakhk fininidir.

Cihazin kabiliyetleri

- Max. sicaklik: 1600 °C

« Max. calisma sicakhgi: 1550 °C
« Homojen st dagilimi

- Hizh isitma sdresi (10 °Crdk)

Yapilan analizler

- Ergitme

- Termal yaslandirma

- Seramik sinterleme

- Metal is1 isleme

- Kimyasal dekompozisyon
- Termal sok testi

K Firni
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